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The sample carrier (10) serves preferably the microscopic investigation of a multiplicity of 
samples, in particular with the fluorescence spectroscopy. The sample carrier (10) is provided with 
a disk-shaped substrate (12) with two sides (14) and a multiplicity of separate sample transmitting 
rooms forming recesses (18), which are brought into one of the sides (14) of the substrate (12) and 
which exhibit a bottom wall as well as side panels in each case and to the side concerned (14) of the 
substrate (12) are open. The arrangement of the recesses (18) is even. Furthermore the substrate 
(12) exhibits a polymer material, whereby the substrate (12) is manufactured by injection molding 
technology and/or hot coining/shaping. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Probentrager fur insbesbndere mikroskopische Untersuchungen einer Vielzahl von Proben 

@ Der Probentrager (10) dient vorzugswefse der mikro- 
skopischen Untersuchung einer Vielzahl von Proben, ins- 
besondere be! der Fiuoreszenz-Spektroskopie. Der Pro- 
bentrager (10) ist versehen mit einem scheibenformigen 
Substrat (12) mit zwet Seitenflachen (14) und einer Viel- 
zahl von separate Probeaufnahmeraume bildenden Ver- 
tiefungen (18), die in eine der Seitenflachen (14) des Sub- 
strats (12) eingebracht sind und die jeweils eine Boden- 
wand sowie Seitenwande aufweisen und zu der betreffen- 
den Seitenflache (14) des Substrats (12) hin often sind. 
Dabei ist die Anordnung der Vertiefungen (18) gleichma- ( 
Big. Ferner weist das Substrat (12) em Polymer-Material 
auf, wobei das Substrat (12) durch Sprltzgufttechnik und/ 
Oder Heif^pragen hergestellt ist. 
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Die Erfindung betrifft einen Probenirager fur insbeson- 
dere mikroskopische Untersuchungen einer Vielzahl von 
Proben, vorzugsweise for die Huoreszenz-Spektroskopie. 5 

Probentrager flir quasi-parallele Analysen kleinster Pro- 
benmengen sind im Stand der Technik grundsatzlich be- 
kannt Solche Probentrager sind beispielsweise in WO 
95/01 559 A2 und DE 39 15 920 Al beschrieben. Diese be- 
kannten Probentrager weisen ein Substrat auf, in das auf 10 
nicht spanende Weise, insbesondere durch At2en, cine Viel- 
zahl von zu einer der Seitenflachen des Substrats bin offene 
Vertiefungen eingebracht sind. Die Bodenwande der Vertie- 
fungen konnen gelocht sein oder, allgemeiner ausgedriickt, 
teilweise poros sein. 15 

Ein weiterer ProbentrMger mit einer \^elzahl von separate 
Probenaufnahmeraume bildende Vertiefungen ist aus 
DE4132397A1 bekannt. Dieser Probentrager weist ein 
plattenfbrmiges Substrat auf, das eine Vielzahl von durch 
Stege voneinander getrennte Vertiefungen enthalt, 20 

Dieses Substrat ist auf eine Bodenplatte aufgesetzt, die 
losbar mit der Steg- bzw. Gittcrstruktur des Substrats ver- 
bunden ist. Die Bodenplatte ist poros, so daB die durch die 
Bodenplatte und das Substrat gebildeten Vertiefungen 
durchlassige Bodenwande aufweisen. 25 

• Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Proben- 
trager fiir insbesondere mikroskopische Untersuchungen ei- 
ner \^elzahl von Proben (quasi-parallele Analyse kleinster 
Probenmengen) zu schafiFen, der einfach herstellbar ist und 
mit dem sich die Vielzahl von Probenmengen auf einfache 30 
Weise analysieren lassen. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung ein 
Probentrager fiir insbesondere mikroskopische Untersu- 
chungen einer \^elzahl von Proben vorgeschlagen, der vor- 
zugsweise fur die Huoreszenz-Spektroskopie einsetzbar ist 35 
und versehen ist mit 

- einem scbeibenfomiigen Substrat mit zwei Seiten- 
flachen und 

- einer \^elzahl von separate Probeaufnahmeraume 40 
bildenden Vertiefungen, die in eine der Seitenflachen 
des SubsU-ats eingebracht sind und die jeweils eine Bo- 
denwand sowie Seitenwande aufweisen und zu der be- 
treffenden SeitenflSche des Substrats hin offen sind, 

~ wobei die Anordnung der Vertiefungen gleichmafiig 45 
ist und 

- wobei das Substrat ein Pdlymer-Material aufweist 

Der erfindungsgemaBc Probentrager weist ein scheiben- 
fermiges Substrat aus einem Polymer-Material auf. Das 50 
scheibenf&rmige Substrat ist mit zwei (Haupt-)SeitenflS- 
chen versehen, bei denen es sich um Kreisflachen handelt. In 
eine dieser Seitenflachen sind eine Vielzahl von Vertiefun- 
gen angeordnet, wobei jede Veriiefung eine Bodenwand so- 
wie Seitenwande aufweist und zur betreffenden Seitenflache 55 
des Substrats hin offen ist. Die Anordnung der Vertiefungen 
ist gleichmafiig, wobei insbesondere vorgesehen ist, daB die 
Vertiefungen zu einzelnen Gnippen zusammengefaBt sind 
und die Vertiefungen jedcr Gruppe gleichmafiig in insbeson- 
dere zu einander orthogonalen Spalten und Reihen angeord- 60 
net sind. 

Der erfindungsgemafie Probentrager weist insbesondere 
ein Substrat aus Polycarbonat auf, das durch SpritzguBtech- 
nik Oder durch Heifipragen oder einer Kombination von bei- 
dem hergesteUt ist. 65 

In vorteilhafter Weilerbildung der Erfindung ist vorgese- 
hen, da6 samtliche Vertiefungen (punkt-)symmetrisch zura 
Mittelpunkt oder einer DurchmesserUnie der beureffenden 



Seitenflache des^JTibstrats angeordnet sind. Durch diese 
punktsymmetrische Anordnung der Vertiefungen bleibt die 
relative Lage der Vertiefungen untereinander gleich, wenn 
das aus Polymer-Material gefertigte Substrat abktihlt. Der 
mit der Abkilhlung tiblicherweise einheigehende Schrumpf- 
vorgang des Kunststoff-Substrats wirkt sich also auf die re- 
lative Lage der Vertiefungen nicht nachteilig aus. 

Vorzugsweise sind die Vertiefungen in Gnippen zusam- 
mengefaBt angeordnet, wobei die Anordnung der Vertiefun- 
gen innerhalb jeder Gruppe und die Anordnung s^tlicher 
Gnippen untereinander jeweils gleichmafiig ist. Insbeson- 
dere sind die Vertiefungen jeder Gruppe in zueinander or- 
thogonalen Reihen und Spalten angeordnet. Hier bieten sich 
die von Mikrotitrationsplatten her bekannten Anzahlen von 
Vertiefungen pro Gruppe an. So konnen beispielsweise pro 
Gruppe sechsundneunzig bzw. einhundert Vertiefungen vor- 
gesehen sein, die in acht Reihen und zwolf Spalten bzw. 
zehn Reihen und zehn Spalten regelmafiig angeordnet sind. 
Derartige eine rechteckformige Aufienkontur aufweisende 
Gruppen von Vertiefungen lassen sich insbesondere derart 
auf dem scheibenformigen Substrat anordnen, dafi sic sym- 
metrisch zur Radialerstreckung angeordnet sind, d. h. daB 
ihie Reihen (oder, altemativ, ihre Spalten) parallel zu einer 
Radiallinie verlaufen, wahrend ihre Spalten (oder, altemativ, 
ihre Reihen) quer dazu verlaufen. 

Altemativ zur obigen Ausgestaltung und Form der Grup- 
pen von Vertiefungen lassen sich diese auch nebeneinander- 
liegend endang einzebier sich radial erstreckender Reihen 
anordnen. 

Eine weitere Alternative der Anordnung der Vertiefungen 
pro Gruppe besteht darin, dafi jede Gruppe einen sektorfor- 
migen Abschnitt des scheibenformigen Substrats uberdeckt, 
wobei die Vertiefungen jeder Gruppe entlang sich radial er- 
streckender Radiallinien und entlang sich in Umifangsiich- 
tung erstreckender Umfangslinien angeordnet sind. 

Die Anordnung der einzelnen Gruppen von Vertiefungen 
erfolgt vorzugsweise innerhalb mehrerer zueinander kon- 
zentrischer Ringbereiche der Seitenflache des Substrats, wo- 
bei die Ringbereiche unterschiedlich groBe Durchmesser 
aufweisen. Hierbei ist femer mit Vorteil vorgesehen, dafi die 
Anzahl der Gruppen von Vertiefungen pro Ringbereich ein 
konstantes Vielfaches der Anzahl der Gruppen von Vertie- 
fungen des jeweils benachbarten im Durchmesser kieineren 
Ringberdchs ist. Eine derartige Ausgestaltung des Substrats 
macht es mdglich, daB Gruppen von Vertiefungen eines 
Ringberdchs "auf Liicke" zu den Gruppen von Vertiefungen 
des nachstkleineren Ringbereichs angeordnet sind. Hierbd 
konnen dann uber samtliche Ringbereiche betrachtet Grup- 
pen von Vertiefungen in radialer Erstreckung betrachtet mit- 
einander fluchtend angeordnet sein. 

GemSB einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Er- 
findung sind die Bodenwande der Vertiefungen gelocht, 
d. h, poros. Vorzugsweise befinden sich in den Vertiefungen 
(zusatzlich) porGse ZwischenbGden. Eine derartige Kon- 
struktion ist insbesondere fur einen Medienaustausch (Test- 
substanzen konnen durch die porosen Boden diffundieren) 
und bei Untersuchungen an biologischen Material (z.B. 
Zellen) von Vorteil. 

Die regelmaBige Anordnung d^ Vertiefungen innorhalb 
jeder Gruppe von Vertiefungen hat den Vorteil, daB zum An- 
fahren der einzelnen Vertiefungen stets die gleiche Steue- 
rung eingesetzt werden kann. Das Analysengerat, das Mi- 
kroskop, Dispensier- und/oder Pipettiervorrichtungen kon- 
nen also zum Anfahren der in den einzekien Vertiefungen 
befindlichen Probenmengen von Gruppe zu Gruppe stets 
gleich angesteuert werden. Dies vereinfacht die automati- 
sche Steuerung dieser Ge^te und Voirichtungen ganz er- 
heblich. 
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Die Verdampfung von Losung^^^Bn kleinster Proben 
mengen ist fiir analytische Verfahren mitunter problema- 
tisch und kann zu fehlerhaften Konzentrationsbestimmun- 
gen fuhren. Die gefiillten Vertiefungen des erfindungsgema- 
Ben Probentragers lassen sich jedoch mechanisch nicht ver- 
schlieBen, ohne daB die Gefahr besteht, daB das VerschluB- 
organ (Deckel oder VerschluBfolie) mit den Probenmengen 
der einzelnen Vertiefungen in Kontakt gelangt. Die Folge ist 
eine Verschleppung von Inhalten einzdner Probenmengen 
in benachbarte Vertiefungen infolge der OberflSchenspan- 
nungen vomehmlich waBriger Proben. GemaB einer vorteil- 
haften Weiterbildung der Erfindung wird die Problematik 
der Unterbindung der Verdampfung von LOsungsmitteln der 
Probenmengen in den Vertiefungen dadurch gelost, daB ein 
scheibenformiges Deckelteil mit abstehendem umlaufenden 
AuBenrand am Umfang zum tJberdecken der zu einer Sei- 
tenflache des Substrats hin offenen Vertiefungen und zum 
Umgreifen des Substrats vorgesehen ist. Der abstehende 
umlaufende AuBenrand des Deckelteils stutzt sich am Sub- 
strat ab, wodurch der Deckelteil von der Seitenflache des 
Substrats beabstandet ist. Im verschlossenen Zustand hat der 
Deckelteil also keinen physikalischen Kontakt zu den ein- 
zelnen Vertiefungen^ wobei der Abstand zwischen Substrat 
und Deckelteil vorzugsweise nicht groSer als zwei Millime- 
ter ist Durch den Abstand zwischen Substrat und Deckelteil 
bildet sich ein Gasraum mit einem maximalen \blumen im 
fil-Bereich/Das verdampfte Flussigkeitsvolumen zur Satti- 
gung dieses Gasraums ist verschwindend gering, so daB die 
hierdurch erzeugten Ungenauigkeiten, beispielsweise bei 
der Konzentrationsbestimmung der in den Vertiefungen be- 
findlichen Probenmengen, minimal und fiir eine Vielzahl 
von analytischen Fragestellungen noch akzeptabel sind. 

Vorzugsweise ist der umlaufende AuBenrand des Deckels 
mit einer InDenschulterflScbe versehen, tlber die das Deckel- 
teil auf dem Umfangsrand des Substrats auiliegt. Aus Stabi- 
litatsgrunden ist es zweckmaBig, wenn das Deckelteil aucb 
einen Innenumfangsrand aufweist, der insbesondere kon- 
zentrisch zum AuBenumfangsrand verlauft und ebenfalls auf 
dem Substrat aufliegt. Hierdurch ist das Deckelteil innen 
und auBen auf dem SubsU^t abgesttitzt. 

Um das Deckelteil zur BefQUung der Vertiefungen nicht 
vom Substrat abnehmen zu miissen, ist gemaB einer vorteil- 
haflen Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daB das 
Deckelteil mindeslens eine sich in radialer Richtung erstrek- 
kende Ausspaning aufweist, deren Form gleich der AuBen- 
kontur einer Gruppe oder dnes Teils einer Gruppe von Ver- 
tiefungen des Substrats ist. Insbesondere ist es m5glich, daB 
die Form der Aussparung des Deckelteils derart gewahlt ist, 
daB uber die Aussparung auf die Vertiefungen mehrerer 
Gruppen zugegriffen werden kann. Durch Drehen des Dek- 
kelteils relativ zum Substrat kann auf samtliche Vertiefun- 
gen des Substrats zugegriffen werden, wobei gewahrleistet 
ist, daB stets nur eine verhalmismaBig kleine Anzahl von 
Vertiefungen iiber die Aussparung nach oben hin offen, d. h. 
durch das Deckelteil nicht iiberdeckt, sind. Insbesondere ist 
es moglich, daB sich die Aussparung uber mehrere konzen- 
trische Ringbereiche des Substrats, in denen die einzelnen 
Gruppen von Vertiefungen angeordnet sind, erstreckt. 

Nachfolgend werden anhand der Figuren Ausfuhrungs- 
beispiele der Erfindung naher erlautert. Im einzelnen zeigen: 

Fig, 1 eine Draufsicht auf einen Polycarbonat-Probentra- 
ger mit mehreren iiber zwei konzentrische Ringbereiche 
gleichmaBig verteilten Gruppen von Vertiefungen, 

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Polycarbonat-Probentra- 
ger mit einer gegeniiber dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB 
Fig. 1 unterschiedlichen Anordnung der Vertiefungen pro 
Gruppe, 

Fig. 3 eine Unteransicbt auf ein Deckelteil zur Auflage 
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auf das Substrat gemS 

Fig. 4 einen VertikalscEnitt durch das Deckelteil gemaB 
Fig. 3 und das Substrat gemaB Fig. 4, 

Fig. 5 eine Draufsicht auf ein weiteres AusfUhrungsbei- 
5 spiel eines Polycarbonat-Probentragers mit in radial sich er- 
streckenden Reihen angeordneten Vortiefiingen und 

Fig. 6 eine Unteransicbt eines Deckeltdls zur Auflage auf 
dem Ptobentrager gemMfi Fig. 5. 
In Fig. 1 ist in Draufsicht ein Probentrager 10 gemaB ei- 
10 nem ersten AusfUhrungsbeispiel daigestellt Der Probentra- 
ger 10 weist ein scheibenformiges Polycarbonat-Substrat 12 
mit zwei kreisflachenfbrmigen Seiten 14 auf, von denen in 
Fig. 1 die Oberseite gezeigt ist. In der Mitte des Probentra- 
gers 10 befindet sich im Substrat 12 eine Durchgangsboh- 
15 rung 16. 

In die Oberseite 14 des Substrats 12 sind eine \^elzahl 
von Vertiefungen 18 eingebracht, die Bodenwande und Sei- 
tenwande aufweisen und die in der DarsteUung gem^ Fig. 
1 nach oben hin ofifen sind. Die Vertiefungen 18 sind zu ein- 

20 zelnen Gruppen 20 zusanunengefaBt, inneiiialb derer sie in 
zueinander orthogonalen Reihen 22 und Spalten 24 regel- 
mSBig auf einer quadratischen FlSche 26 angeordnet sind-. 
Im Beispiel gemaB Fig. 1 sind pro Reihe 22 und pro Spalte 
24 zehn Vertiefungen 18 vorgesehen. Die einzelnen Gmp- 

25 pen 20 von Vertiefungen 18 sind in Umfangsrichtung 
gleichmaBig verteilt innerhalb zweier konzentrischer Ring- 
bereiche 28, 30 angeordnet, Dabei weist der innere Ringbe- 
reich 28 halb so viele Gruppen 20 von Vertiefungen 18 auf 
wie der AuBenringbereich 30. Im AuBenringbereich 30 sind 

30 die Gruppen 20 von Vertiefungen 18 teils in radial fiuchten- 
der Ausrichmng mit den Gruppen 20 von Vertiefungen 18 
des Innenringbereichs 28 angeordnet; die iibrigen Gruppen 
20 von Vertiefungen 18 des AuBenringbereicbs 30 sind zu 
den Vertiefungsgruppen 20 des Innenringbereichs 28 auf 

35 Liicke angeordnet. Samtliche Vertiefungsgruppen 20 sind 
symmetrisch zu einer zu den Reihen 22 parallel verlaufen- 
den MitteUinie 32 angeordnet, wobei die Mittellinien 32 je- 
weils in radialer Richtimg verlaufen. 

Ein Probentrager 10' gemaB einem anderen Ausfiihrungs- 

40 beispiel der Erfindung ist in Draufsicht in Fig. 2 gezeigt. So- 
weit die einzelnen Telle des Probentragers 10' denjenigen 
des GruppenUragers 10 der Fig. 1 entsprechen, sind sie mit 
den gleichen Bezugszeichen versehen. 

Wie man anhand eines Vergleichs der Fig. 1 und 2 erken- 

45 nen kann, best^t der Unterschied zwischen den beiden Pro- 
bentragem 10 und 10* darin, daB die Anzahl und Anordnung 
der Vertiefungen 18 pro Vertiefiingsgruppe 20 unterschied- 
lich ist. Die Fiachen 26, innerhalb derer die Vertiefungen 18 
einer Gruppe 20 des Probentragers 10 untergebracht sind, 

50 sind rechieckig, d. h. nicht quadratisch, wobei die Vertiefun- 
gen 18 auf acht Reihen 22 und zwOlf Spalten 24 gleichma- 
Big verteilt angeordnet sind. Im iibrigen ist die Aufteilung 
des Substrats 12 in zwei konzentrische Ringbereiche 28, 30 
und die Anzahl von Vertiefungsgruppen 20 pro Ringbereich 

55 28, 30 bei beiden Probentragem gleich. 

Fig. 3 zeigt cine Unteransicbt auf ein Deckelteil 34, das 
einen ScheibenkOrper 36 mit einem aufiragenden abstehen- 
den AuBenrand 38 und einen konzentrisch zum AuBenrand 
38 angeordneten ebenfalls aufragenden Innenrand 40 auf- 

60 weist. Konzentrisch zum Innenrand 40 ist ein Durchgangs- 
loch 42 vorgesehen, das bei auf dem Substrat 12 des Proben- 
tragers 10' aufliegenden Deckelteil 34 mit dem Mittelloch 
16 des Probentragers 10 fluchtet (siehe Fig. 4). Der AuBen- 
rand 38 umfaBt das Substrat 12 des Probentragers 10' und 

65 weist auf seiner Innenseite 44 eine Stufe 46 auf, derea Ab- 
stand zum Scheibenkorper 36 gleich der H5he des Innenran- 
des 40 ist Ober den Innenrand 40 und die Stufe 46 des Au- 
Benrandes 38 liegt das Deckelteil 34 auf den ProbentrSger 
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10' auf. 

Das Deckelteil 34 dient zur tJberdeckung der in die Ober- 
seite 14 des Substrats 12 eingebrachten Vcrtiefiingen 18, so 
dafl der Verdunstung von den in den Vertiefungen 18 einge- 
brachten Probenmengen Einhalt geboten ist. Um bei auf 5 
dem Probentrager 10' aufliegenden Deckelteil 34 Zugang zu 
den Vertiefungen 18 des Probentragers 10' zu erhalten, sind 
im Scheibenkorper 36 des Deckelteils 34 zwei Aussparun- 
gen 48 ausgebildet, deren Form gleich der Rache 26 einer 
Gruppe 20 von Vertiefungen 18 des Probentragers 10* ist 10 
Durcb Verdrehen von Deckelteil 34 und Probentrager 10' re- 
lativ zueinander kann somit auf die Verdefungen 18 jeder 
Gruppe 20 zugegriffen bzw. diese Vertiefungen 18 freigelegt 
werden, um beispielsweise Probenmengen und/oder Analy- 
senfliissigkeiten und/oder dergleichen in die Vertiefungen 15 
18 einzubringen bzw. aus diesen zu entnehmen. 

Fig. 5 und 6 zeigeri ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel ei- 
nes Probentragers 10" bzw. eines Deckelteils 34". Soweit die 
Teile des Probentragers 10" und des Deckelteils 34" denjeni- 
gen der Probentrager 10, 10' und des Deckelteils 34 der Fig. 20 
1 bis 4 entspiechen, sind sie mit den gleichen Bezugszei- 
chen versehen. 

Der Unterschied des Probentragers 10" gegenUber den 
Probentragem 10 und 10' besteht in der Anordnung der 'Sfer- 
tiefiingen 18 entiang der radial verlaufenden Linien 32, wo- 2S 
bei aucb fiir den ProbentrSger 10" gilt, da6 die Anzahl von 
Vertiefungen 18 im AuBenringbereich 30 des Substrats 12 
doppelt so grofi ist wie die Anzahl der Vertiefungen 18 im 
Innenringbereich 28. Auf jeder zweiten radial verlaufenden 
Linie 32 sind also lediglich im AuBenringbereich 30 Vertie- 30 
fungen 18 angeordnet, wahrend entiang dieser Linien 32 in- 
nerhalb des Innenringbereichs 28 keinerlei Vertiefungen an- 
geordnet sind. Das Deckelteil 34" zum Abdecken des Pro- 
bentragers 10" weist eine in Radialrichtung verlaufende 
langgestreckte Aussparung 48 auf, deren Erstreckung in ra- 35 
dialer Richtung gleich der Lange der langeren Reihen 22 
von Vertiefungen 18 des Probaattagers 10" ist. Der Zugriff 
auf die Vertiefungen 18 des Probentragers 10" erfolgt also 
bei Verwendung des Deckelteils 34" reihenweise, indem 
Probentrager 10" und Deckelteil 34" relativ zueinander ver- 40 
dreht werden. 

Auf den hier beschriebenen und in den Figuren gezeigten 
Probentragem 10, 10' und 10" lassen sich eine Vielzahl von 
Vertiefungen 18 auf dem Substrat 12 unterbringen. Unter 
der Annahme, daB das Substrat 12 einen AuBendurchmesser 45 
von ca. 12 cm aufweist, lassen sich mit der Anordnung ge- 
maB den Fig. 1 und 2 auf den Probentragem 10' und 10" je- 
weils 2304 Vertiefungen 18 unterbringen, wahrend der Pro- 
bentrager 10 2400 Vertiefungen 18 aufweist. Jede Vertie- 
fuhg 18 weist dabei eine Kantenlange bzw. einen Durchmes- so 
ser von etwa 1,3 rnm auf. 

Vorzugsweise ist die Dicke des Substrats zwischen 0,6 
und 1,2 mm zu wahlen. Es ist bevorzugt, den Abstand zwi- 
schen den Innenseiten der BodenwSnde der Vertiefung und 
der Unterseite des Substrats (Bodenwandstarke) je nach 55 
Brechungsindex n des verwendeten Substratmaterials aus- 
zuwShlen. Dieser Abstand betrSgt in bevorzugter Weise bei 
Verwendung von Polycarbonat (n = 1,6) zwischen 120 und 
130 pm, bei Verwendung von Polyolefinen Oder Glas (n = 
1,52) ca. 170 pm und bei Verwendung von Polymethylme- 60 
thacrylat PMMA (n = 1,49) ca. 200 pm. Die Bodenwand- 
starice kann auch unabhangig vom verwendeten Substratma- 
terial kleiner als 10 pm sein. Dies ist insbesondere beim En- 
satz von Standard-Mikroskopobjektiven von VorteiL. 

Insbesondere kann der Probentrager die bekannten Di- 65 
mensionen herkommlicher Compact Discs, Mini CDs o. a. 
aufweisen. So kann das Durchgangsloch 16 insbesondere ei- 
nen Durchmesser von 1,5 cm aufweisen. Der zwischen dem 
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Durchgangsloch IW&d dem Innenringbereich 28 liegende 
innerste Ringbereich, welcher in geeigneter Weise zur Spei- 
chemng von Probendaten ausgestaltet sein kann, weist ins- 
besondere einen AuBendm-chmesser von 4,5 cm auf. Der 
AuBendurchmesser des Substrats kann insbesondere 12 cm 
betragen. 

Patentanspriiche 

1. Probentrager fUr insbesondere mikroskopische Un- 
tersuchungen einer Vielzahl von Proben, vorzugsweise 
fiir die Ruoreszenz-SpekUroskopie, niit 

- einem scheibenlbrmigen Substrat (12) mit zwei 
Seitenflachen (14) und 

- einer Vielzahl von separate Probeaufhahme- 
raume bildenden Vertiefungen (18), die in eine der 
Seitenflachen (14) des Substrats (12) eingebracht 
sind und die jeweils eine Bodenwand sowie Sei- 
tenwande au^eisen und zu der betreffenden Sei- 
tenflache (14) des Substrats (12) bin ofiFen sind, 

- wobei die Anordnung der Vertiefungen (18) 
gleichmaBig ist und 

- wobei das Substrat (12) &n Polymer-Material 
aufweist 

2. ProbentrSger nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (18) symmetrisch zum 
Mittelpunkt (16) oder einer Durchmesserlinie der Sei- 
tenflache (14) des Substrats (12) angeordnet sind. 

3. Probentrager nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Vertiefungen (18) in Gruppen (20) zu- 
sammengefaBt angeordnet sind, wobei die Anordnung 
der Vertiefungen (18) innerhalb jeder Gruppe (20) und 
die Anordnung samtlicher Gruppen (20) untereinander 
jeweils regelmaBig ist. 

4. Probentrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (18) jeder Gruppe (20) 
in zueinander orthogonalen Reihen (22) und Spalten 
(24) angeordnet sind. 

5. Probentrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (18) jeder Gruppe (20) 
nebeneinanderliegend entiang jeweils einer sich radial 
crstreckenden Reihe (Mittellinien 32) angeordnet sind. 

6. Probentrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede Gruppe sektorformig ist, wobei ihre 
Vertiefungen entiang sich radial erstreckenderRadiaUi- 
nien und entiang sich in Umfangsricbtung erstrecken- 
der Umfangslinien angeordnet sind. 

7. Probentr^er nach einem der Anspriiche 3 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Gruppen (20) von Ver- 
tiefungen (18) in mehreren zueinander konzentrischen 
Ringbereichen (28, 30) der Seitenflache (14) des Sub- 
strats (12) angeordnet sind, wobei die Ringbereiche 
(28, 30) unterschiedlich groBe Durchmesser aufweisen. 

8. ProbenUrSger nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anzahl der Gruppen (20) von Vertie- 
fungen (18) pro Ringbereich (28, 30) ein konstantes 
Vielfaches der Anzahl der Gruppen (20) von Vertiefun- 
gen (18) des jeweils benachbarten und im Durchmesser 
kleineren Ringbereichs (28, 30) ist. 

9. Ptobentrager nach Anspruch 7 oder 8, sofem auf 
Anspruch 3 oder 4 riickbezogen, dadurch gekennzeich- 
net, daB samtiiche Ringbereiche (28, 30) Gruppen (20) 
von Vertiefungen (18) aufweisen, die in radialer Er- 
streckung betrachtet miteinander fluchten. 

10. Probentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bodenwande der Ver- 
tiefungen (18) poros sind. 

11. Probentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 



dadurch gekennzeichnet. 




scheibenf^rmiges 
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Deckelteil (34; 34") mit einei^Rstehenden umlaufen- 
den AuBenrand (38) am Umfang zum ttberdecken der 
zu einer SeitenflSche (14) des Substrats (12) offenen 
Vertiefungen (18) und zum Umgreifen des Substrats 5 
(12) vorgesehen ist. 

12. ProbentrSger nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der umlaufende Rand (38) des Deckel- 
teils (34; 34") eine Innenschulterflachc (46) zur Auf- 
lage auf dem Substrat (12) aufweist. 10 

13. Probentrager nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Deckelteil (34; 34") einen abstehen- 
den umlaufenden Innenrand (40) zur Auflage auf dem 
Substrat (12) aufweist. 

14. Probentragernach einem der Anspriiche 11 bis 13, 15 
dadurch gekennzeichnet, daB das Deckelteil (34; 34") 
mindestens eine sich in radialer Richtung erstreckende 
Aussparung (48) aufweist, deren Form gleich der Au- 
Benkontur (26) einer Gruppe (20) von Vertiefungen 
(18) Oder eines Teils einer Gruppe (20) von Vertiefun- 20 
gen (18) des Substrats (12) ist oder diese bzw. diesen 
umfaBt 

15. Probentrager nach Anspruch 14, soweit auf einen 
der Anspniche 7 bis 9 riickbezogen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Deckelteil (34; 34") mindestens eine 25 
Aussparung (48) aufweist, die sich in radialer Richtung 
Ober die konzentrischen Ringbeieiche (28, 30) hinweg 
erstrcckt 

16. Probentragernach Anspruch 15, 14 und 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Form der mindestens einen 30 
Aussparung (48) des Deckelteils (34; 34") gleich der 
GesamtauBenkontur der jeweils miteinander radial 
fiuchtenden Gruppen (20) von Vertiefungen (18) der 
Ringbereiche (28, 30) des Substrats (12) ist. 

17. Probentragernach einem der Anspriiche 1 bis 16, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (12) Poly- 
carbonat aufweist 

18. Probentrager nach einem der Anspniche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das SubsOrat (12) duich 
SpritzguBtechnik und/oder HeiBpr^gen heigesteUt ist 40 
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